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﹩﹣燉—

前 言

本 标准等同采用国际电工委员会（ＩＥＣ）标准 ＩＥＣ７４８４１：１９９３《半导体器件 集成电路 第 ４部

分：接口集成电路 第一篇：线性数字燉模拟转换器（ＤＡＣ）空白详细规范》，以促进我国该类产品的国际

贸易、技术和经济交流。
本标准可作为编制线性 ＤＡＣ详细规范的依据。
本标准引用了下列标准：
ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５ 半导体器件 机械和气候试验方法（ｉｄｔＩＥＣ７４９：１９８４）
ＧＢ燉Ｔ１６４６４—１９９６ 半导体器件 集成电路 第 １部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ７４８１：１９８４）
ＧＢ燉Ｔ１７５７３—１９９８ 半导体器件 分立器件和集成电路 第 １部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ７４７１：１９８３）
ＩＥＣ６８２１７：１９７８ 环境试验 第 ２部分：试验——试验 Ｑ 密封修改单 ４（１９９１）
ＩＥＣ７４７１０：１９９１ 半导体器件 第 １０部分：分立器件和集成电路总规范

ＩＥＣ７４８４：１９８７ 半导体器件 集成电路 第 ４部分：接口集成电路修改单 １（１９９１）
ＩＥＣ７４８１１：１９９０ 半 导 体 器 件 集 成 电 路 第 １１部 分：半 导 体 集 成 电 路（不 包 括 混 合 电 路）分

规范

ＩＥＣ７４８１１１：１９９２ 半导体器件 集成电路 第 １１部分：半导体集成电路（不包括混合电路）内

部目检

ＩＥＣＱＣ００１００２：１９８６ ＩＥＣ电子元器件质量评定体系（ＩＥＣＱ）程序规则 修改单 １（１９９２）
ＩＥＣ７４８４１中极限值表分为两个部分，为了 与 已 发 布 的 空 白 详 细 规 范 一 致，本 标 准 将 其 合 成 一

个表。
本标准由中华人民共和国信息产业部提出。
本标准由全国集成电路标准化分技术委员会归口。
本标准起草单位：信息产业部电子工业标准化研究所。
本标准主要起草人：陈焀琨、李燕荣。
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﹩﹣燉．—

﹫﹦﹤前言

１）ＩＥＣ（国际电工委员会）是由各个国家电工委员会（ＩＥＣ国家委员会）组成的世界性的标准化组

织。ＩＥＣ的目的是促进电工电子领域标准化问题的国际合作。为此目的，除其他活动外，ＩＥＣ发布国际标

准。国际标准的制定由技术委员会承担，对所涉及内容关切的任何 ＩＥＣ国家委员会均可参加国际标准

的制定工作。与 ＩＥＣ有联系的任何国际、政府及非官方组织也可以参加国际标准的制定。ＩＥＣ与国际标

准化组织（ＩＳＯ）根据两组织间协商确定的条件保持密切的合作关系。
２）ＩＥＣ在技术问题上的正式决议或协议，是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员

会制定的，对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。
３）这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式发布，以推荐的形式供国际上使用，并在此意义

上，为各国家委员会所认可。
４）为了促进国际上的统一，各 ＩＥＣ国家委员会应有责任使其国家和地区标准尽可能采用 ＩＥＣ标

准。ＩＥＣ标准与相应国家或地区标准之间的任何差异应在国家或地区标准中指明。
５）ＩＥＣ未规定使用认可标志的任何程序。当宣称某一产品符合相应的 ＩＥＣ标准时，ＩＥＣ概不负责。
本标准 ＩＥＣ７４８４１由 ＩＥＣ燉ＴＣ４７（半导体器件）的 ＳＣ４７Ａ（集成电路）制定。
本 标准是 ＩＥＣ电子元器件质量评定体系（ＩＥＣＱ）范围内的线性数字燉模拟转换器（ＤＡＣ）空白详细

规范。
本标准文本以下列文件为依据：

ＤＩＳ 表决报告

４７Ａ（ＣＯ）２６７ ４７Ａ（ＣＯ）２８１

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。
在本标准封面的 ＱＣ编号是 ＩＥＣ电子元器件质量评定体系（ＩＥＣＱ）的规范号。
本标准引用下列 ＩＥＣ标准：
ＩＥＣ６８２１７：１９７８ 环境试验 第 ２部分：试验——试验 Ｑ 密封 修改单 ４（１９９１）
ＩＥＣ７４７１：１９８３ 半导体器件 分立器件和集成电路 第 １部分：总则

ＩＥＣ７４７１０：１９９１ 半导体器件 第 １０部分：分立器件和集成电路总规范

ＩＥＣ７４８１：１９８４ 半导体器件 集成电路 第 １部分：总则 修改单 １（１９９１）
ＩＥＣ７４８４：１９８７ 半导体器件 集成电路 第 ４部分：接口集成电路修改单 １（１９９１）
ＩＥＣ７４８１１：１９９０ 半 导 体 器 件 集 成 电 路 第 １１部 分：半 导 体 集 成 电 路（不 包 括 混 合 电 路）分

规范

ＩＥＣ７４８１１１：１９９２ 半导体器件 集成电路 第 １１部分：半导体集成电路（不包括混合电路）内

部目检

ＩＥＣ７４９：１９８４ 半导体器件 机械和气候试验方法 修改单 １（１９９１）
ＩＥＣＱＣ００１００２：１９８６ ＩＥＣ电子元器件质量评定体系（ＩＥＣＱ）程序规则 修改单 １（１９９２）
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中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

半导体器件 集成电路

第 部分：接口集成电路

第一篇：线性数字燉模拟转换器（﹥﹢﹤）
空白详细规范

│┄┃┊┉┄┇┋┈—﹫┃┉┇┉┇┊┉┈—

┇┉：﹫┃┉┇┃┉┇┉┇┊┉┈—

┉┄┃：﹣━┃─┉━┈┅┉┄┃┄┇━┃┇
┉━┐┉┄┐┃━┄┊┄┃┋┇┉┇┈（﹥﹢﹤）

﹩﹣燉 — 
┉﹫﹦﹤┐┐：

﹤

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 ┐┐批准 ┐┐实施

引言

ＩＥＣ电子元器件质量评定体系遵循 ＩＥＣ的章程并在 ＩＥＣ授权下进行工作。该体系的目的是确定质

量评定程序，以这种方式使一个参加国按有关规范要求放行的电子元器件无需进一步试验而为其所有

参加国同样接受。
本空白详细规范是半导体器件的一系列空白详细规范之一，并且与下列 ＩＥＣ标准一起使用。
ＩＥＣ７４７１０燉ＱＣ７０００００ 半导体器件 第 １０部分：分立器件和集成电路总规范

ＩＥＣ７４８１１燉ＱＣ７９０１００ 半导体器件 集成电路 第 １１部分：半导体集成电路（不包括混合电路）
分规范

要求的资料

本页和后面方括号内的数字与下列各项要求的资料相对应，这些资料应填入相应的栏中。

详细规范的识别

［１］ 授权发布详细规范的国家标准化机构名称。
［２］ 详细规范的 ＩＥＣＱ编号。
［３］ 总规范、分规范的编号及版本号。
［４］ 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系要求的其他资料。

器件的识别

［５］ 主要功能和型号。
［６］ 典型结构（材料、主要工艺）和封装资料。

如果具有若干种派生产品，则应指出其差别，例如用对照表列出特性差异。
如果器件属静电敏感型，应在详细规范中附加预防说明。

［７］ 外形图、引出端识别、标志和燉或有关外形的参考文件。
［８］ 按总规范 ２６的质量评定类别。

１



［９］ 参考数据。
参考数据示例：
——带单一输入和固定基准的线性 Ｄ燉Ａ转换器或带双输入及其中一个输入为可变模拟基准的线

性乘法 Ｄ燉Ａ转换器；
——单极性和燉或双极性电路；
——电压或电流输出；
——失调和可调增益误差或零点和满量程非可调误差等。

（给出上述基本值。）
［本规范方括号给出的条款仅供指导详细规范的编写，而不纳入详细规范中。］
［当某一条款指导编写可能引起混淆时，应在括号内说明。］

２
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［国家代表机构（ＮＡＩ） ［１］ ［详细规范的 ＩＥＣＱ编号、版本号 ［２］
（和可以提供规范的团体）名称（地址）］ 和燉或日期］

ＱＣ７９０３０３

评定电子元器件质量的依据 ［３］ ［详细规范的国家编号］ ［４］
［若国家编号 ＩＥＣＱ编号一致，本栏可不填］

总规范：
ＩＥＣ７４７１０燉ＱＣ７０００００

分规范：
ＩＥＣ７４８１１燉ＱＣ７９０１００
［及编号不同时的国家编号］

线性数字燉模拟转换器（ＤＡＣ）空白详细规范 ［５］
［有关器件的型号］
订货资料：见本规范 １２

机械说明 ［７］

外形依据：
［应给出标准封装资料：ＩＥＣ编号（如有，则需

遵循）和燉或国家编号］

外形图：
［可移入第 ８章或在那里给出更详细的资料］

引出端识别：
［画出引出端排列图，包括图形符号］

标志：
［字母和图形，或色码］
［若有时，详细规范应规定器件上标志的内容］
［见总规范 ２５和燉或本规范 １１］

简要说明 ［６］

应用：

功能：

典型结构：［Ｓｉ、单片、双极型、ＭＯＳ］

封装：［空封或非空封］
［派生产品的特性对照表］

注意：静电敏感器件

质量评定类别 ［８］

［按总规范 ２６］

参考数据 ［９］

［能在各型号间比较的最重要性能的参考数据］

按本规范鉴定合格的器件，其有关制造厂的资料，可在现行合格产品目录中查到。

３
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 标志和订货资料

 标志

见总规范 ２５。
详细规范应规定有关型号标志如字母、图形和燉或代码。
当标志含有总规范 ２５规定之外的信息时，例如制造厂内部使用的，应予以区分。
如全部资料已经在前页［７］栏中出现，也应指明。

 订货资料

除另有规定外，订购器件至少需要下列资料：
——准确的型号（必要时，标称电压值）；
——适用时，详细规范的 ＩＥＣＱ编号、版本号和燉或日期；
——分规范第 ９章规定的质量评定类别，以及需要时，分规范第 ８章规定的筛选顺序；
——发货包装；
——任何其他特殊的资料。

 应用说明

应给出器件在设备或线路中应用资料以及与相关器件的关系，这些内容取决于所描述的功能。

 功能说明

必要时，应给出集成电路的详细框图或等效电路资料。

 极限值（绝对最大额定值体系）

本条款不用于检验。
除另有规定外，这些极限值适用于整个工作温度范围。
应给出器件特定的机械或环境额定值和相关极限条件。
最好在详细规范第 ９章给出曲线。

采用说明：

１］ ＩＥＣ７４８４１中极限值表分两部分，本标准转化时合成一个表，以与其他空白详细规范一致。

条款号１］ 参 数 符 号
数 值

最 小 最 大
单 位

 电源电压（见本规范第 ５章的注） 爼ＣＣ × × Ｖ

爼ＥＥ × × Ｖ

 电源电流（适用时） 爤ＣＣ × × ｍＡ

爤ＥＥ × × ｍＡ

 数字输入电压 爼Ｉ × × Ｖ

 基准放大器输入电压（适用时）或者 爼ＲＥＦ × Ｖ

 基准放大器差分输入电压（适用时） 爼ＲＥＦ（Ｄ） × Ｖ

 模拟输出电压（适用时） 爼Ｏ × Ｖ

 基准输入电流（适用时） 爤ＲＥＦ × ｍＡ

４
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表 （完）

条款号１］ 参 数 符 号
数 值

最 小 最 大
单 位

 模拟输出电流（适用时） 爤Ｏ × ｍＡ

 其他端电压和燉或电流 × Ｖ和燉或 ｍＡ

 功耗 爮ｔｏｔ × Ｗ

 输出短路电流 爤ＯＳ × ｍＡ

 短路持续时间（适用时） 牠ＯＳ × ｓ

 工作温度 爴ａｍｂ × × ℃

 贮存温度 爴ｓｔｇ × × ℃

 见 ＧＢ燉Ｔ１６４６４—１９９６，第Ⅵ篇 １０４１注 １）和注 ２）。
 见 ＧＢ燉Ｔ１６４６４—１９９６，第Ⅵ篇 １０４２。

 工作条件（在规定的工作温度范围内）

在相关测试方法中规定工作条件（见 ＩＥＣ７４８４：１９８７，第Ⅳ篇，第三节，Ⅱ类）。
检验要求见本标准 １３３。
一般测试条件和相应值：

 电源电压１） 爼ＣＣ 爼ＥＥ

１）双极性转换器：爼ＣＣ（正电源电压）

爼ＥＥ（负电源电压）
相对基准地

单极性转换器：爼ＣＣ（正电源电压）
仅相对基准地

 电源电流 爤ＣＣ 爤ＥＥ

 数字输入

 全位逻辑“１” 爼ＩＨＢ 爤ＩＨＡ

 全位逻辑“０” 爼ＩＬＡ 爤ＩＬＢ

 电特性

这些特性要求基于单一输入和固定基准的线性 ＤＡＣ或双输入及其中一个输入为可变模拟基准的

线性乘法 ＤＡＣ而规定。
电特性的符号、术语和条件依据 ＩＥＣ７４８４：１９８７相关条款给出。术语和定义见第Ⅱ章Ⅱ类第 ２条，

电特性的条件见第Ⅲ章第二节Ⅱ类第 ４条。
最好在本标准第 ９章给出曲线。
除另有规定外，下述特性适用于整个工作环境温度范围。
若电路的性能在整个工作环境温度范围内变化，则应规定 ２５℃和在极限工作温度范围内适用的电

特性数值。
电特性表

 静态特性
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条款号 静态特性 符 号
数 值

最 小 最 大
单 位

 基准偏置电流 爤ＲＥＦ × ｍＡ
或

 基准偏置电压（适用时）和 爼ＲＥＦ × × Ｖ
基准电压相对温度变化 Δ爼ＲＥＦ × Ｖ燉℃

 输入高电平电压和 爼ＩＨ × Ｖ
输入低电平电压（适用时） 爼ＩＬ × Ｖ

 输入高电平电流和燉或 爤ＩＨ × ｍＡ
 输入低电平电流（适用时） 爤ＩＬ × ｍＡ
 输出电流和输出电压随电源电压变化灵 爦ＳＶＳ（Ｉ） × ％ＦＳ燉

敏度（适用时） 爦ＳＶＳ（Ｖ） ％ＶＣＣ

 模拟输出电流（适用时）
——输出电流范围（单极性和燉或双极性）
——满量程或增益点 爤Ｏ × ｍＡ
——零点或失调点 爤Ｏ × ｍＡ

 模拟输出电压（适用时）
——输出电压范围（单极性和燉或双极性）
——满量程或增益点 爼Ｏ × Ｖ
——零点或失调点 爼Ｏ × Ｖ

 模拟输出短路电流（适用时） 爤ＯＳ × ｍＡ，Ａ

 爼ＩＨ和 爼ＩＬ不测试但作为定义其他特性的测试条件。

 转换误差特性

条款号 转换误差特性 符 号
数 值

最 小 最 大
单 位

 失调误差（适用时） 爠Ｏ ×
 增益误差（适用时） 爠Ｇ ×
 （终点）线性误差（适用时） 爠Ｌ ×
 最佳直线线性误差（适用时） 爠Ｌ（ａｄｊ） ×
 满量程误差（适用时） 爠ＦＳ ×
 零点误差（适用时），单极性 爠ＺＳ 烍

烌

烎

×
１ＬＳＢ

的分数
 绝对线性误差（适用时） 爠Ｔ ×
 微分线性误差（适用时） 爠Ｄ ×
 双极性转换器：满量程不对称电流或电压 Δ爤ＦＳＳ ×

（适用时） Δ爼ＦＳＳ ×
 零点误差（适用时）（双极性） 爠ＺＳ ×
 零点或失调点温度系数， 犜ＥＺＳ × ％ＦＳ燉℃

单极性和燉或双极性电路（适用时） 犜ＥＯ
 满量程或增益点温度系数， 犜ＥＦＳ × ％ＦＳ燉℃

单极性和燉或双极性电路（适用时） 犜ＥＧ

 １ＬＳＢ＝（模拟）分辨率，见 ＩＥＣ７４８４：１９８７第Ⅱ篇 ２２３１注。
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 动态特性

条款号 动态特性 符 号
数 值

最 小 最 大
单 位

 时钟脉冲（适用时） 牠ｒ、牠ｆ、牠Ｗ × μｓ

 （数字）建立时间（适用时） 牠ｓｄ × μｓ

 （数字）延迟时间（适用时） 牠ｄｄ × μｓ

 （数字）输出电压平均变换速率１） 爳ＶＯＡＶＤ × ｍＶ燉μｓ

 基准建立时间 牠ｓｒ × μｓ

 基准延迟时间 牠ｄｒ × μｓ

 基准输出电压平均变换速率（适用时） 爳ＶＯＡＶＲ × ｍＶ燉μｓ

 基准输出电流平均变换速率（适用时） 爳ＩＯＡＶＲ × ｍＡ燉μｓ

 数字输入最高工作频率（固定基准） 牊ｍａｘ（Ｄ） × ｋＨｚ

（适用时） ＭＨｚ

 固定数字输入的基准模拟输入最高工作 牊ｍａｘ（Ｒ） × ｋＨｚ
频率（适用时） ＭＨｚ

 尖峰能量（适用时）２） 爢Ｅ ×

 馈通误差（适用时） 爠Ｆ × ％ＦＳＲ燉

爼Ｐ—Ｐ
３）

１）见 ＩＥＣ７４８４：１９８７，修改单 １（１９９１）。
２）见 ＩＥＣ７４８４：１９８７，第Ⅱ篇 ２３４２。
３）爼Ｐ—Ｐ＝模拟输出误差电压。

 编程

不适用。

 机械和环境额定值、特性和数据

任何 适 用 的 机 械 和燉或 环 境 额 定 值 依 据 ＧＢ燉Ｔ １６４６４—１９９６第 Ⅵ 篇 １０８的 规 定 （也 可 参 见

ＧＢ燉Ｔ１７５７３—１９９８第Ⅵ篇，第 ７章。）

 附加资料

该资料不用于检验。作为基本设计数据至少给出如下资料。

 框图

功能图或燉和该集成电路其他资料。

 外接功能和控制电路

如适用，给出失调和增益误差校正原理图以及应用于 ＤＡＣ的基准输入网络和其他控制电路。

 输出负载能力（例如适当的电压和电流输出电路）

 带不同逻辑系列的 ＤＡＣ输入接口

 测试图、时序图、特性曲线（特别是 Ｄ到 Ａ转换特性）
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 注意事项

应包括限制机械或电气环境条件的任何附加资料。

 筛选

如必要，应参考分规范第 ８章补充技术要求。
例如：内部目检（包封前）（ＩＥＣ７４８１１１燉ＱＣ７９０１０１）

 质量评定程序

详细规范应规定是适用鉴定批准程序还是能力批准程序。
 鉴定批准程序

见总规范第 ３章和分规范 ５１。
 能力批准程序１］

采用说明：

１］ 原文为“在考虑中”，实际上总规范 ３１１已有“能力批准程序”。

见总规范 ３１１。

 结构相似性程序

见分规范第 ６章。

 试验条件和检验要求

 总则

空白详细规范用于保证详细规范中试验的一致性。
 抽样要求和检验批的构成

抽样要求见分规范第 ９章和总规范 ３７。
对于 Ａ组，详细规范应规定选取 ＡＱＬ还是 ＬＴＰＤ体系。
检验批的构成见分规范 ５１１和程序规则 １２２（ＩＥＣＱＣ００１００２）。
如果器件采用结构相似程序，见分规范第 ６章和程序规则 ８５３。
当鉴定批准采用程序规则 １１３１方法 ａ时，详细规范应给出抽样要求（见分规范第 ９章）。

 检验表（试验顺序）
［试验顺序由下列表给出，采用的数值和确切的试验条件应按器件的型号要求以及有关标准中的有

关试验的要求确定。］
［两者选一的试验或试验方法，在编写详细规范时应规定一种。］
［同一详细规范中包括几种器件时，相应的条件和燉或数值应依次连续给出，尽可能避免重复相同的

条件和燉或数值。］
 Ａ组——逐批

所有试验是非破坏性的（见总规范 ３６６［试验 ＮＤ］）。
特性的 ＩＥＣ引用条款号和测试条件已在本规范第 ５章和第 ６章规定。
测试条件按器件型号和第 ５章的规定。
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检验或试验 符 号 引用条款 试验条件
检验要求极限值

最小 最大

Ａ１分组

外部目检

ＩＥＣ ７４７１０：１９９１

４２１１

ＧＢ燉Ｔ ４９３７—１９９５

５１

外部目检

（目测）失效１）

Ａ２分组

２５℃下的功能验证

· 非可调转换器

绝对线性误差或

满量程相对精度误差

爠Ｔ ６２７ 按规定 ×

· 可调转换器

积分线性误差（端点）

爠Ｌ ６２３ 按规定 ×

Ａ３分组

２５℃下的静态特性

数字输入信号特性

电源电流（适用时） 爤ＣＣ

爤ＥＥ

５２ 爼ＩＬ和 爼ＩＨ ×

×

功耗 爮Ｄ 见相关详细规范 ×

模拟输出信号特性

输出电流或输出电压

随电源电压变化灵敏度（适用时）

爦ＳＶＳ（Ｉ）

或

爦ＳＶＳ（Ｖ）

６１６ 按规定 ×

基 准 偏 置 电 流 或 基 准 偏 置 电 压 和 基 准

电压相对温度变化（适用时）

爤ＲＥＦ或

爼ＲＥＦ和

Δ爼ＲＥＦ

６１１

和

６１２

按规定 ×

输出电流范围 单极性和燉或 双 极 性 连

接（适用时）
爤Ｏ ６１７ 按规定 × ×

满量程或增益点输出电流 单 极 性 和燉或

双极性连接（适用时）
爤Ｏ ６１７ 按规定 ×

零点或失调点输出电流 单 极 性 和燉或

双极性连接（适用时）
爤Ｏ ６１７ 按规定 ×

输出电压范围 单极性和燉或 双 极 性 连

接（适用时）
爼Ｏ ６１８ 按规定 ×

满量程或增益点输出电压 单 极 性 和燉或

双极性连接（适用时）
爼Ｏ ６１８ 按规定 ×

零点或失调点输出电压 单 极 性 和燉或

双极性连接（适用时）
爼Ｏ ６１８ 按规定 ×

转换误差特性

· 非可调转换器（适用时）
绝 对 线 性 误 差 或 满 量 程 相 对 精 度 误

差

爠Ｔ ６２７ 见 Ａ２分组 ×
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表 （续）

检验或试验 符 号 引用条款 试验条件
检验要求极限值

最小 最大

· 可调转换器（适用时）
单极性和燉或双极性失调误差

爠Ｏ ６２１ 按规定 ×

单 极 性燉或 双 极 性 失 调 调 整 范 围 的（校

正）（适用时）
Δ爠Ｏ 见相关详细规范 ×

单极性和燉或双极性增益误差 爠Ｇ ６２２ 按规定 ×

单 极 性 和燉或 双 极 性 增 益 调 整 范 围 的

（校正）（适用时）
Δ爠Ｇ 见相关详细规范 ×

（端点）线性误差 爠Ｌ ６２３ 按规定 ×

最佳直线线性误差（适用时） 爠Ｌ（ａｄｊ） ６２４ 按规定 ×

微分线性误差２） 爠Ｄ ６２８ 按规定 ×

双极性转换器：
满量程不对称电流或电压（适用时）

Δ爤ＦＳＳ或

Δ爼ＦＳＳ
６２９ 按规定 ×

双极转换器：
零点误差（适用时）

爠ＺＳ ６２１０ 按规定 ×

零 点 或 失 调 点 温 度 系 数（单 极 性 和燉或

双极性电路）（适用时）

犜ＥＯ或

犜ＥＺＳ
６２１１ 按规定 ×

满 量 程 或 增 益 点 温 度 系 数（单 极 性 和燉
或双极性电路）（适用时）

犜ＥＧ或

犜ＥＦＳ
６２１２ 按规定 ×

Ａ３ａ分组

最高和最低工作温度静态特性

数字输入信号特性３）

（同 Ａ３分组）

６１

爴ａｍｂ＝爴ａｍｂｍａｘ和 爴ａｍｂ

ｍｉｎ
电气条件同 Ａ３分组

见 有 关 详 细 规 范 极

限值可以与 Ａ３分组

不同

模拟输出信号特性３）

（同 Ａ３分组）
６１ 电气条件同 Ａ３分组

见 有 关 详 细 规 范 极

限值可以与 Ａ３分组

不同

转换误差特性３） ６２ 电气条件同 Ａ３分组

见 有 关 详 细 规 范 极

限值可以与 Ａ３分组

不同

可调转换器（适用时）
单极性或双极性失调误差

爠Ｏ ６２１ 电气条件同 Ａ３分组 ×

单极性和燉或双极性增益误差 爠Ｇ ６２２ 电气条件同 Ａ３分组 ×

微分线性误差２） 爠Ｄ ６２８ 电气条件同 Ａ３分组 ×
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表 （完）

检验或试验 符 号 引用条款 试验条件

检验要求极限值

最小 最大

Ａ４分组

２５℃动态特性４）

时钟脉冲（适用时） 牠ｒ、牠ｆ、牠Ｗ ６３１ 按规定 ×

（数字）建立时间（适用时） 牠ｓｄ ６３２ 按规定 ×

（数字）延迟时间（适用时） 牠ｄｄ ６３３ 按规定 ×

基准建立时间（适用时） 牠ｓｒ ６３５ 按规定 ×

基准延迟时间（适用时） 牠ｄｒ ６３６ 按规定 ×

基准输出电压平均变化速率（适用时） 爳ＶＯＡＶＲ ６３７ 按规定 ×

（数字）输出电压平均变化速率 爳ＶＯＡＶＤ ６３４ 按规定 ×

基准输出电流平均变化率（适用时） 爳ＩＯＡＶＲ ６３８ 按规定 ×

数字输入最 高 工 作 频 率（固 定 基 准）（适

用时）
牊ｍａｘ（Ｄ） ６３９ 按规定 ×

固 定 数 字 输 入 的 基 准 模 拟 输 入 的 最 高

工作频率（适用时）
牊ｍａｘ（ｒ） ６．３．１０ 按规定 ×

尖峰能量（适用时） 爢Ｅ ６３１１ 按规定 ×

馈通误差（适用时） 爠Ｆ ６３１２ 按规定 ×

 本标准的条款。

 Δ爠Ｏ 和 Δ爠Ｇ 由器件的可调外接校正电路给出。

１）仅如下缺陷规定为（目测）失效。

—— 缺少或错误的型号识别标志。

—— 引出端识别的参考点错误。

—— 外引线缺少和燉或断裂。

—— 封装损坏或不完整，导致芯片或键合线暴露。

２）最大微分线性误差将保证单调特性（见 ＩＥＣ７４８４：１９８７，第Ⅱ篇 ２２５７）。

３）除详细规范另有规定外，特性与 Ａ３分组相同。

４）如果 ＩＥＣ未规定具体特性，应包括适用于被测器件的这些特性。
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 Ｂ组——逐批

仅标有（Ｄ）的试验是破坏性的（见总规范 ３６６）。

检验和试验 引用条款

条件除另有规定外，

爴ａｍｂ＝２５℃

（见总规范第 ４章）

检验要求极限值

最 小 最 大

Ｂ１分组

尺寸
ＩＥＣ７４７１０：１９９１，４２２和附录 Ｂ 首页，［７］

Ｂ３分组（Ｄ）
引 线 弯 曲（适 用 时）（按

封装确定）
ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅱ篇，１２ 无损坏

Ｂ４分组（Ｄ）
可焊性

ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅱ篇，２１ ［按规定］ 润湿良好

Ｂ５分组（Ｄ）

温度快速变化

ａ）空封

温度快速变化： ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，１１ １０次循环

随后

—— 电测试 ［有关标准］ ［从 Ａ２和 Ａ３分组中选择］

—— 密封，细检漏和 ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，７３或 ７４ ［按规定］

—— 密封，粗检漏 ＩＥＣ６８２１７：１９７８，Ｑｃ试验 ［按规定］

ｂ）非空封和环氧空封

温度快速变化： ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，１１ １０次循环

随后

—— 外部目检 ＩＥＣ７４７１０：１９９１，４２１１

—— 稳态湿热 ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，５Ｂ 严酷度 １（８５℃，８５％ＲＨ，２４ｈ）

—— 电测试 ［有关标准］ ［从 Ａ２和 Ａ３分组中选择］

Ｂ８分组

电耐久性

电测试

［见有关标准］ 时间：１６８ｈ
按 分规范 １２３和 １２４（适用时）
的规定

ＣＲＲＬ分组 就 Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５和 Ｂ８分组提供计数检查结果。
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 Ｃ组——周期试验

仅标有（Ｄ）的试验为破坏性试验的（见总规范 ３６６）

检验和试验 引用条款

条件除另有规定外，

爴ａｍｂ＝２５℃

（见总规范第 ４章）

检验要求极限值

最 小 最 大

Ｃ１分组

尺寸
ＩＥＣ７４７１０：１９８７，４２２和附录 Ｂ

Ｃ２分组

爴ａｍｂ ｍａｘ和 爴ａｍｂ ｍｉｎ
下的功能验证

同 Ａ２分组

Ｃ３分组（Ｄ）
引 出 端 强 度 和 引 线 弯

曲

ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅱ篇，第 １章

ＩＥＣ７４８１１

［按 适 用 封 装 的 规 定，如 拉 力 或

转矩］

Ｃ４分组（Ｄ）
耐焊接热

电测试

ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅱ篇，２２ ［按规定］

［从 Ａ２和 Ａ３分组中选择］

Ｃ５分组（Ｄ）
温度快速变化

ａ）空封 ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，１１ １０次循环

温度快速变化：
随后

—— 电测试 ［有关标准］ ［从 Ａ２和 Ａ３分组选择］
—— 密封，细检漏和 ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，７３或 ７４ ［按规定］
—— 密封，粗检漏 ＩＥＣ６８２１７：１９７８，Ｑｃ试验 ［按规定］

ｂ）非空封和环氧空封

温度快速变化： ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，１１ ５００次循环

随后

—— 外部目检 ＩＥＣ７４７１０：１９８７，４２１１
—— 稳态湿热 ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，５Ｂ 严酷度 １（８５℃，８５％ＲＨ，２４ｈ）
—— 电测试 ［有关标准］ ［从 Ａ２和 Ａ３分组选择］

Ｃ６分组（Ｄ）
恒定加速度

（仅适用于空封器件）
电测试

ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅱ篇，第 ５章

［有关标准］

［按规定］

［从 Ａ２和 Ａ３分组中选择］

Ｃ７分组（Ｄ）
稳态湿热

ａ）空封

ｂ）非空封和环氧空封

随后

电测试

ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，５Ａ

ＧＢ燉Ｔ４９３７—１９９５，第Ⅲ篇，５Ｂ

［有关标准］

严 酷度：［Ⅱ类和Ⅲ类为 ５６ｄ，Ⅰ
类为 ２１ｄ。］
严酷度 １（８５℃，８５％ＲＨ）
偏置：［按详细规范规定］
时间：［Ⅱ类和Ⅲ类为１０００ｈ，Ⅰ
类为 ５００ｈ］

［从 Ａ２和 Ａ３分组选择］
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表 （完）

检验和试验 引用条款

条件除另有规定外，

爴ａｍｂ＝２５℃

（见总规范第 ４章）

检验要求极限值

最 小 最 大

Ｃ８分组（Ｄ）
电耐久性 ［有关标准］ １０００ｈ［温度按规定］

Ｃ９分组（Ｄ）
高温贮存 ［有关标准］ １０００ｈ［温度按规定］

Ｃ１１分组（Ｄ）
标志耐久性 ［按规定］

ＣＲＲＬ分组 就 Ｃ３、Ｃ４、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ９和 Ｃ１１分组提供计数检查结果。

Ｄ组——鉴定批准试验

需要时，应在详细规范中仅对鉴定批准规定这些试验。

检验和试验 符号 引用条款

条件除另有规定外，

爴ａｍｂ＝２５℃

（见总规范第 ４章）

检验要求极限值

最 小 最 大

Ｄ２分组

电源电流 爤ＣＣ

爤ＥＥ

５２和 ５３ ［按规定］ ×

Ｄ８分组（Ｄ）
电耐久性

（加 速 试 验 程 序 见 分 规 范

１２４）

［有关标准］ Ⅱ类：２０００ｈ１）

Ⅲ类：４０００ｈ１）

条件２）

 本标准条款

１）耐久性时间为 Ｃ组、Ｄ组耐久性试验的累加时间。

２）进行耐久试验的条件确定如下：功耗、工作温度和电源电压应按如下优先顺序选择。

ａ．电路各功能可使用部分的平均功耗为详细规范允许最大值。

ｂ．环境温度或参考点温度应为 ａ条功耗下为详细规范允许的最大值。

ｃ．电源电压应与本规范第 ５章特性测试一般条件的规定相同。

 延期交货

［除另有规定外，见 ＩＥＣ标准 ７４７１０：１９９１，３６７。］

 附加测试方法

不适用。
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